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(57) Спосіб передпосівної підготовки насіння зер-
нових культур, що включає опромінювання його
електромагнітним полем, який відрізняється тим,
що обробку насіння проводять обертальним елек-
тромагнітним полем із величиною напруженості
поля від 8,4.104 до 16,8.104 А/м протягом 5-260
секунд.

Корисна модель відноситься до сільського го-
сподарства, безпосередньо до рослинництва і
може бути використана для підготовки насіння
пшениці, ячменю та кукурудзи до сівби.

Відомі способи передпосівної обробки насіння
рослин з використанням різних фізичних методів,
які є аналогом корисної моделі, передбачають
обробку насіння сільськогосподарських рослин
випромінюванням лазера [1, 2, 3, 4, 5], електрома-
гнітним випромінюванням різної частоти [6, 7, 8, 9,
10, 11].

Відомий спосіб передпосівної обробки насіння
[12], що включає опромінювання насіння електро-
магнітним полем частотою 0,5-770Гц (прототип).

До недоліків цього винаходу відноситься те,
що опромінювання насіння проводиться в індукто-
рі, який має відповідний пристрій для зміни часто-
ти і потужності електромагнітного поля, а також те,
що частота поля задається згідно насіння, яке об-
робляється полем.

В основу корисної моделі покладено задачу
створення способу передпосівної обробки насіння
пшениці, ячменю та кукурудзи шляхом опроміню-
вання його електромагнітним полем згідно з вина-
ходом. Новим є те, що обробку насіння пшениці

ячменю та кукурудзи проводять обертальним еле-
ктромагнітним полем із величиною напруженості
поля від 8,4×104 до 16,8×104А/м протягом 5-260 се-
кунд. В якості джерела електромагнітних хвиль
використовували індуктор обертального електро-
магнітного поля, що підключений до мережі про-
мислового змінного струму через регулятор напру-
ги. Під дією даного поля прискорювались біологічні
процеси в середині насіння, що виявлялось у під-
вищенні його енергії проростання та лабораторної
схожості. Дослідження проводили на озимій пше-
ниці сорту Донська напівкарликова, ячменю сорту
Вакула, кукурудзи (F1 Дніпровський 228). Обробку
насіння обертальним електромагнітним полем
здійснювали таким чином: насіння досліджуваної
культури поміщали в зону дії електромагнітного
поля певної напруженості з відповідною експозиці-
єю часу (секунд). Контрольним варіантом (К*) було
насіння, на яке не діяли електромагнітним полем.
Після опромінення, насіння виймали й ставили на
пророщування у термостат. Визначення лабора-
торної схожості насіння зернових культур прово-
дили за [13]. Результати досліджень приведені в
таблицях 1, 2, 3.
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Таблиця 1

Лабораторна схожість насіння ячменю (сорт Вакула) залежно
від експозиції обробки обертальним електромагнітним полем та величини напруженості поля

Експози-
ція, с.

Напруже-
ність поля, А/м

Енергія
проростання,

%

Нормально
проросле на-

сіння, %

Ненорма-
льно проросле

насіння, %

Набухле
насіння, %

Насіння,
що загнило, %

К* - 22 84 6 4 6
8 16,8×104 35 88 2 4 6

260 8,4×104 48 92 4 3 1

К* - контроль

Таблиця 2

Лабораторна схожість насіння пшениці (сорт Донська напівкарликова)
залежно від експозиції обробки обертальним електромагнітним полем та величини напруженості поля

Експози-
ція, с.

Напруже-
ність поля, А/м

Енергія
проростання,

%

Нормально
проросле на-

сіння, %

Ненорма-
льно проросле

насіння, %

Набухле
насіння, %

Насіння,
що загнило, %

К* - 72 89 8 2 1
10 16,8×104 78 94 3 2 1
180 8,4×104 90 96 3 0 1

Таблиця 3

Лабораторна схожість насіння кукурудзи (F1 Дніпровський 228) залежно від
експозиції обробки обертальним електромагнітним полем та величини напруженості поля

Експози-
ція, с.

Напруже-
ність поля, А/м

Енергія
проростання,

%

Нормально
проросле на-

сіння, %

Ненорма-
льно проросле

насіння, %

Набухле
насіння, %

Насіння,
що загнило, %

К* - 88 97 0 1 2
5 16,8×104 96 99 0 0 1

120 8,4×104 98 98 0 2 0

В таблицях 1, 2, 3 приведені крайні значення
напруженості електромагнітного поля, при яких
було отримано позитивний результат, зменшення
її до 8,0×104А/м,  в наших дослідженнях,  не збіль-
шувало лабораторну схожість насіння незалежно
від експозиції обробки, а підвищення напруженості
обертального електромагнітного поля вище
16,8×104А/м хоч і сприяє підвищенню енергії про-
ростання та лабораторної схожості, проте вимагає
значного збільшення енерговитрат.

Економічна ефективність запропонованого
способу полягає у підвищенні енергії проростання і
лабораторної схожості насіння, що дозволить зме-
ншити норму висіву насіння пшениці,  ячменю та
кукурудзи і підвищити адаптивні можливості про-
ростків.
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